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１．概要（Summary ）： 

本研究では開発した光学材料を用いて評価体を作製し、

得られた評価体の材料部分の変化状態を視覚的に確認

した。 

 

２．実験（Experimental）： 

基材、光学材料、保護材の順に積層された評価体にレ

ーザー光を照射し、光学材料を変化させた。 

光学材料の変化を観察するため、評価体から保護材を

剥離し、光学材料表面を出現させた後、Bruker社製

AFM(原子間力顕微鏡) AXS Dimension3100を使用し

て形状変化を観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

観察を行った光学材料は、照射されたレーザー光によ

って変化を起こしていることが鮮明な像で観察する

ことができた。変化後の形状は分子・物質合成プラッ

トフォームの SEM(走査型電子顕微鏡)を用いても確

認していたが、SEM像では判別できなかった変化後

の形状が、今回の AFM測定により窪んでいることも

確認することができた。 

 

 

Fig.1 AFM image of the optical material changed by 

laser irradiation  

 
 

・今後の課題 

本評価方法は、評価体から保護材を剥離する必要があ

るため、剥離時に光学材料の変化状態を一部破壊して

いる可能性がある。剥離方法の検討、剥離プロセスを

使用しないサンプルの作製、FIB(集束イオンビーム)

による光学材料のマイクロサンプリング・断面観察な

ど工夫が必要である。 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

本研究は、ナノプラットフォームにより公開されてい

る機器を相互利用し、評価体の多角的な観察を行った。 
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